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Ubersicht

X NEPOMUC - Die Positronenquelle am FRM II
X e* als Sondenteilchen in Materie

X Anwendungen in der Materialforschung
= im Volumen
=> an der Oberfldche

X Fazit
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NEPOMUC

NEutron induced POsitron Source MUniCh
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Das Positron als Mikrosonde

» e* 2>  Punktteilchen®, geringe Masse

» Einfang an Gitterfehlern

X hoch sensitiv: 10-7/Atom !

» Eindringtiefe bestimmt durch Energie

= Volumen

=» Oberflache

Zerstorungsfreie

Untersuchung von Defekten 1eV I @ @ / @
auf atomarer Skala ! N
. .
Fehler auf atomarer Ebene - makroskopische Eigenschaften
Christoph Hugenschmidt 4

£




Fragestellungen aus der Materialforschung

- Defektfreie Halbleitereinkristalle

- Leichtmetalllegierungen der Automobil- und Flugzeugindustrie
- Korrosionsschutzschichten, ausscheidungsgehartete Stahle
—> Porositat von Polymeren

- Defektbildung und Ausheilung nach mechanischer oder thermischer

Beanspruchung
- Entstehung von Mikrorissen bei plastischer Deformation

- Chemische Umgebung (!) von Fehlstellen - Materialversprédung
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Plastisch deformiertes Si
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SPM - Scanning Positron Microscope
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Triftshauser et al. PRL 87, 6, 2001
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Ortsaufgeléste Messung an Edelstahl
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Positronenmikrosonde, HISKP Bonn, K. Maier et al. 1997



Stahl: Strahlungsinduzierte Defekte

Chemische Umgebung von Defekten:

Strahleninduzierte Kupferaggregation in Eisen
- Versprodung von Reaktordruckbehalterstahl
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Oberfldachen

X Positronen
- extrem oberflachensensitiv > oberste Atomlage!

- zerstorungsfreie Elementanalyse von Adatomen

X Fragestellungen aus der Oberflachenphysik und Materialforschung
- Katalyse an Oberflachen
- Legierungsbildung an der Oberflache

- Funktionale Oberflachen wie z.B. in Brennstoffzellen
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NEPOMUC und Instrumente FRM-II

Experimental
platform

Pulsed Low Energy Positron
System, Positron Microscope

Universitat der Bundeswehr Miinchen

1 moter
——

) Coincidence Doppler
Spectrometer

Technische Universitat Minchen Positron Annihilation
Y Induced Auger Electron
Spectroscopy (PAES)
reactor B it il Technische Universitét Miinchen
moderator //,/ in-pile
tank positron source
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Fazit

X Positron als zerstorungsfreie Sonde ideal geeignet fur

Fragestellungen aus der Materialforschung
=>» Aufsptiren von Fehlstellen
=» Charakterisierung der chemischen Umgebung von Fenhlstellen

=»Hochsensitive Untersuchung von Oberflachen

X 109-10'"¢e*/s an NEPOMUC
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